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NATI0h4AL FOREWORD 

This Indian Standard (Part 1) which is identical with ISO 10360-1 : 2000 'Geometrical Product 
Specifications (GPS) — Acceptance and reverification tests for 'coordinate measuring machines 
(CMM) — Part 1 : Vocabulary' issued by the International Organization for Standardization (ISO) was 
adopted by the Bureau of Indian Standards on the recommendation of the Engineering Metrology 
Sectional Committee and approval of the Medical Instruments, General and Production Engineering 
Division Council. 

Coordinate measuring machines (CMMs) are most modern method of dimensional inspection. With the 
advent of numerically controlled machine tools, demand grew for a means to support this equipment 
with faster first piece inspection and in many cases 100 percent inspection. To fill tfiis gap CMMs were 
developed by modifying precision layout machines. 

The text of this ISO Standard has been approved as suitable for publication as an Indian Standard 
without deviations. Certain terminology and conventions are, however, not identical to those used in 
Indian Standards. Attention is particularly drawn to the following: 

a) Wherever the words 'International Standard' appear referring to this standard, they should 
be read as 'Indian Standard'. 

b) Comma (,) has been used as a decimal marker while in Indian Standards, the current practice 
is to use a point (.) as the decimal marker. 

ISO 10360 consists of the following other parts: 

Part 2 CMMs used for measuring size 

Part 3 CMMs with the axis of a rotary table as the fourth axis 

Part 4 CMMs used in scanning measuring mode 

Part 5 CMMs using multiple-stylus probing systems 

Part 6 Estimation of errors in computing Gaussian associated features 

Technical Corrigendum 1 to the above International Standard has been given at the end of this 

publication. 

For the purpose of deciding whether a particular requirement of this standard is complied with, the final 
value, observed or calculated, expressing the result of a test or analysis, shall be rounded off in accordance 
with IS 2 : 1960 'Rules for rounding off numerical values {revised)'. The number of significant places 
retained in the rounded off value should be the same as that of the specified value in this standard. 
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Indian Standard 

GEOMETRICAL PRODUCT SPECIFICATIONS 

(GPS) — ACCEPTANCE AND REVERIFICATION 

TESTS FOR COORDINATE MEASURING 

MACHINES (CMM) 

PART 1 VOCABULARY 



1 Scope 

This part of ISO 10360 establishes a vocabulary for 
coordinate measuring machines (CMM), and their 
acceptance and reverification tests. 



1 Domaine d'application 

La presente partie de I'lS0 10360 etablit un 
vocabulaire relatif aux machines a mesurer tri- 
dimensionnelles (MMT) et a leurs essais de reception 
et de verification periodique. 



2 General terms 

2.1 

coordinate measuring machine 

CMIVI 

measuring system with the means to move a probing 
system (2.6) and capability to determine spatial 
coordinates on a workpiece surface 

NOTE For a description of some common CMMs and 

their physical axes, see annex A. 



2 Termes generaux 

2.1 

machine a mesurer tridimensionnelle, f 
MMT, f 

systeme de mesure avec des moyens pour deplacer 
un systeme de palpage (2.6) et capacite a 
determiner des coordonnees spatiales sur !a surface 
d'une piece 

NOTE Pour la description de quelques MMT 

communement utilisees et leurs axes physiques, voir 
('annexe A. 



2.2 

coordinate measurement 

measurement of spatial coordinates carried out by a 
C1VIM(2.1) 



2.3 

measuring volume 

measuring range of a 
simultaneous limits on 
measured by the CMM 

2.4 



CMM (2.1) 
all spatial 



stated as 
coordinates 



workpiece coordinate system 

coordinate system fixed with respect to a workpiece 



2.2 

mesure par coordonnees, f 

mesure de coordonnees spatiaies conduite par une 
MMT (2.1) 

2.3 

volume de mesure, m 

etendue de mesure d'une MMT (2.1), etablie comme 
les limites simultanees de toutes les coordonnees 
mesurees par la MMT 

2.4 

repere piece, m 

systeme de coordonnees lie a la piece 
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2.5 

machine coordinate system 

coordinate system fixed with respect to physical or 
calculated axes of a CMM (2.1) 

NOTE For a description of some common CMMs and 
their physical axes, see annex A. 

2.6 

probing system 

system consisting of a ' probe (3.1) and, where 
present, probe extensions, probe changing system, 
stylus (4.1), stylus changing system and stylus 
extensions 

See Figures 1 and 2. 

NOTE 1 A probing system is connected to a ram (2.23). 

NOTE 2 A probing system is not limited to contacting 
probing systems (3.2). 



2.7 

probing (to probe), verb 

action which results in the determination of coordinate 

values 



2.5 

rep^re machine, m 

systeme de coordonnees lie aux axes, physiques ou 
calcules, d'une MMT (2.1) 

NOTE Pour une description de quelques types courants 
de MMT et de leurs axes physiques, voir I'annexe A. 

2.6 

systime de palpage, m 

systeme constitue d'un palpeur (3.1) et, selon ie cas, 
de rallonges de palpeur, d'un systeme de changement 
de palpeur, de stylets (4.1), d'un systeme de 
changement de stylet et de rallonges de stylet 

Voir Figures 1 et 2. 

NOTE 1 Un systeme de palpage est connecte au 
support du systeme de palpage (2.23). 

NOTE 2 Un systeme de palpage n'est pas limits aux 
systemes de palpage k contact (3.2). 

2.7 
palpage, m 

action qui consiste a determiner des valeurs de 
coordonnees 



2.8 

discrete-point probing 

particular probing (2.7) mode where the recording of an 
indicated measured point (2.12) is assessed directly 
after an intermediate point (2.1 1) has been left 

2.9 
scanning 

particular probing (2.7) mode for taking consecutive 
measured points in order to characterize lines on an 
inspected surface 



2.10 
program point 

any point expressed by coordinates and used for 
controlling the movement of a specified point of a 
probing system (2.6) 



2.8 

palpage discret, m 

mode de palpage (2.7) particulier oij I'enregistremerrt d'un 

point de mesures indrque (2.12) est effectue directement 

apres avoir quitte un point intermediaire (2.1 1) 

2.9 

scanning 

balayage, m 

mode de palpage (2.7) particulier qui prend des 

points de mesure consecutifs afin de caracteriser des 

lignes sur une surface a verifier 

NOTE En frangais, il est preferable d'utiliser Ie terme 
"Scanning" plutot que «balayage». 

2.10 

point de programme, m 

tout point caracterise par des coordonnees et utilise 
pour commander Ie deplacement d'un point sp6cifie 
d'un systeme de palpage (2.6) 



2.11 
intermediate point 

special program point (2.10) where no probing (2.7) 
Is made 

NOTE Intermediate points are normally used for 

controling the movement of a probing system (2.6), 
altering its speed or direction of movement, and tor 
clearance movement. 



2.11 

point intermediaire, m 

point de programme (2.10) special sur lequel aucun 

palpage (2.7) n'est effectue 

NOTE Les points intermedialres sont normatement 

utilises pour commander Ie deplacement d'un systeme de 
palpage (2.6), en modifiant sa vitesse et direction de 
deplacement, et pour les mouvements de jeu. 
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Key 



Legende 



1 


Ram 


7 


Stylus shaft 


1 


2 


Probe extension 


8 


Stylus 




3 


Probe changing system 


9 


Stylus tip 


2 


4 


Probe 


10 


Tip diameter 


3 


5 


Stylus changing system 


11 


Probing system 


4 
5 


6 


Stylus extension 


12 


Stylus system 
(composed of stylus 
system components) 



Support du systeme de 
palpage 

Rallonge du palpeur 

Systeme de 
changement de palpeur 

Palpeur 

Systeme de 
changement de stylet 

Rallonge de stylet 



7 Arbre du stylet 

8 Stylet 

9 louche du stylet 

1 Diametre de la louche 

1 1 Systeme de palpage 

1 2 Systeme de stylet 
(constltue de 
composants du systeme 
de stylet) 



Figure 1 — Probing system 
Figure 1 — Systeme de palpage 
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Key 

1 Ram 5 

2 Articulation system 6 

3 Probe extension 7 

4 Probe changing system 8 



Probe 

Stylus extension 

Stylus 

Articulated probing 
system 



Legende 

1 Support du systeme de 
palpage 

2 Systeme d'orientatlon 

3 Rallonge du palpeur 

4 Systeme de 
changement de palpeur 



5 Palpeur 

6 Rallonge du stylet 

7 Stylet 

8 Systeme de pafpage 
articule 



Figure 2 — Articulating probing system 
Figure 2 — Systeme de palpage articule 
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2.12 

indicated measured point 

specified point of a probing system (2.6) for which 
the coordinates are indicated at the instant when 
probing (2.7) occurs 

See Figure 3. 

NOTE The specified point is typically at or near the 

centre of the stylus tip (4.2). 

2.13 

corrected measured point 

estimate for a point on a workpiece surface, based on 
an indicated measured point (2.12) 

See Figures 3 and 4. 

NOTE in the case where no stylus system (4.4) is 

attached to a probe (3.1) [e.g. in case of an optical 
probing system (3.4)] the indicated measured point 

(2.12) and the corrected measured point could be identical. 



2.12 

point de mesure indique, m 

point specifie d'un systeme de palpage (2.6) pour 
lequei les coordonnees sont indiquees au moment ou 
ie palpage (2.7) intervient 

Voir Figure 3. 

NOTE Le point specifie est typiquement au centre ou 

pres du centre de la touche du stylet (4.2). 

2.13 

point de mesure corrige, m 

estimation pour un point de la surface d'une piece, 
basee sur un point de mesure indique (2.12) 

Voir Figures 3 et 4. 

NOTE Dans le cas oij aucun systeme de stylet (4.4) 

nest attache a un palpeur (3.1) [par exemple dans le cas 
d'un syst&me de palpage optique (3.4)], le point de 
mesure indique (2.12) et le point de mesure corrige 
peuvent etre identiques. 




indicated measured 

point 

— > 
Tip correction vector, T 

Corrected measured 
point 

Target contact point 



Actual contact point 

Real feature 

Nominal feature, target 
scan line 

Positional error 



Point de mesure indique 


e 


Point de contact r6el 


Vecteur de correction de 


f 


Element reel 


touche, T 

Point de mesure corrige 

Point de contact cible 


g 

h 


Element nominal, ligne 
cible 

Erreur de position 



Figure 3 — Naming of points (simplified representation) 
Figure 3 — Designation des points (representation simplifiee) 
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Indicated measured 
point 

Tip correction vector, T 

Corrected measured 

point 



Vector of the corrected 
measured point, M 

Vector of the indicated 
measured point, D 



^ Point de mesure indique 

^ Vecteur de correction de 
—J 
touche, T 

^ Point de mesure corrige 



^ Vecteur du point de 

— » 

mesure corrige, M 

® Vecteur du point de 
mesure indique, D 



Figure 4 — Tip correction vector (simplied representation) 
Figure 4 — Vecteur de correction de touche (representation simplif iee) 



2.14 

target contact point 

intended point of contact on a nominal integral feature 

See Figure 3. 

NOTE A nominal integral feature is a theoretically 

exact surface in accordance with ISO 14660-1 . 



2.15 

actual contact point 

point oi contact between a stylus tip (4.2) and a real 
feature 

See Figure 3. 

NOTE A real feature is an integral feature, part of a 

real surface of a worl<piece in accordance with 
ISO 14660-1. 



2.14 

point de contact clble, m 

point de contact souhaite sur un element nominal 
integral 

Voir Figure 3. 

NOTE Un element nominal integral est une surface 

theoriquement exacte selon I'lSO 14660-1. 

2.15 

point de contact reel, m 

point de contact entre la touche du stylet (4.2) et 

I'element reel 

Voir Figure 3. 

NOTE Un element reel est un element integral, partie 

dune surface reelte d'une piece selon I'lSO 14660-1. 



2.16 

tip correction vector 

r 

vector used to translate an indicated rr^easured 

point (2.12) to a corrected measured point (2.13) 

See Figures 3 and 4. 



2.16 

vecteur de correction de touche, m 

f 

vecteur utilise pour la translation d'un point de 
mesure indique (2.12) vers un point de mesure 
corrige (2.13) 

Voir Figures 3 et 4. 
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NOTE 1 The tip correction vector normally includes the 
physical size of the tip (e.g. radius) and a correction for the 
systematic errors of the probing system (2.6). The 
translation from an indicated measured point (2.12) to a 
corrected measured point (2.13) is expressed by the 
equation: 

M = D + T 

where 

M is the vector of the corrected measured point; 

D is the vector of the indicated measured point; 

T is the tip correction vector. 

NOTE 2 The conventional practice is normally to use an 
approximate stylus tip (4.2) radius to establish the 
magnitude of this vector and an estimated surface normal to 
establish the direction. The tip diameter can include 
correction effects such as stylus shaft bending and is 
usually referred to as "effective tip diameter". 



NOTE 1 Le vecteur de correction de touche inclut 
normalement la taille de la touche (par exemple le rayon) et 
une correction de I'erreur systematique du syst^me de 
palpage (2.6). La translation d'un point de mesure indiqud 
(2.12) vers un point de mesure corrige (2.13) est 
exprimee par I'equation: 



ou 



M = D + T 

-» 

M est le vecteur du point de mesure corrige; 

D est le vecteur du point de mesure indique; 

T est le vecteur de correction de touche. 



NOTE 2 La pratique conventionneUe utilise couramment 
un rayon approche de touche du stylet (4.2) pour etablir 
I'amplitude de ce vecteur et une normale a la surface 
estimee pour etablir la direction. Le diametre de la touche 
peut inclure des Blements de correction tels que la flexion 
de I'arbre du stylet, et il est couramment appel6 «diametre 
effectif de touche». 



2.17 

acceptance test (of a CMM) 

set of operations agreed upon by the CMM (2.1) 
manufacturer and the user to verify that the 
performance of a CMM is as stated by the 
manufacturer 



2.17 

essaj de reception (d'une MMT), m 

ensemble d'operations acceptees entre le fabricant 
d'une MMT (2.1) et I'utilisateur pour verifier que la 
performance d'une MMT est telle que declaree par le 
fabricant 



2.18 

reverification test (of a CMM) 

test to verify that the performance of a CMM (2.1) is 
as stated by the user and executed according to the 
same procedures as those of the acceptance test 

(2.17) 



2.19 

interim checli (of a CMM) 

test specified by the user and executed between 
reverifications to maintain the level of confidence in 
the measurements taken on the CMM (2.1) 



2.20 

Gaussian radial distance 

R 

distance between the centre of a Gaussian (least 
squares) sphere that is the associated feature based 
on a finite number of corrected measured points 
(2.13) on a spherical material standard of size (8.2), 
and a corrected measured point on the same 
spherical material standard of size 

NOTE All the measured points establish the extracted 
feature from which the associated feature is established and 
hence a range of values for the Gaussian radial distance, R. 



2.18 

essai de verification periodique 
(d'une MMT), m 

essai pour verifier que la performance d'une MMT 
(2.1) est telle que declaree par I'utilisateur et execute 
avec les memes procedures que celles pour I'essai 
de reception (2.17) 

2.19 

centrdie intermddiaire (d'une MMT), m 

^ssai specifie par I'utilisateur et execute entre les 
verifications periodiques pour maintenir le niveau de 
confiance dans les mesurages realises avec la MMT 
(2.1) 

2.20 

distance radiaie gaussienne, f 

R 

distance entre le centre d'une sphere gaussienne 
(des moindres carres), qui est I'element associe base 
sur un nombre fini de points de mesure corrlges 
(2.13) sur un etalon materialise de taille (8.2), 
spherique, et un point de mesure corrige sur le meme 
etalon materialise de taille, spherique 

NOTE Tous les points mesures etablissent I'element 
extrait a partir duquel I'element associe est etabli et done 
une etendue de valeurs pour la distance radiaie 
gaussienne, R. 
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2.21 
range 

difference between the greatest and the smallest 
value of nominally the same quantity 

2.22 
hysteresis 

property of a measuring instrument whereby its 
response to a given stimulus depends on the 
sequence of preceding stimuli 

NOTE Although hysteresis is normally considered in 

relation to the measurand, it may also be considered in 
relation to influence quantities. 

2.23 
ram 

component of a CMM (2.1) that carries a probing 
system (2.6) 



2.21 

6tendue, f 

difference entre la plus grande et la plus petite valeur 
d'une meme grandeur nominate 

2.22 

hysteresis, f 

propriete d'un instrument de mesure selon laquelle sa 
reponse a un signal donne depend de la sequence du 
signal precedent 

NOTE Bien que I'hysteresis soil normalement 

consideree en liaison avec le mesurande, elle peut aussi 
etre consideree en liaison avec les grandeurs d'influence. 

2.23 

support du systeme de palpage, m 

composant d'une MMT (2.1) qui porte le systeme de 
palpage (2.6) 



3 Terms relating to the probing system 

3.1 
probe 

device that generates the signal(s) during probing 
(2.7) 

3.2 

contacting probing system 

probing system (2.6) which needs material contact 
with a surface being measured in order to function 



3 Termes relatifs au systeme de palpage 

3.1 
palpeur, m 

dispositif qui genere un (des) signal (signaux) pendant 
le palpage (2.7) 

3.2 

systeme de palpage a contact, m 

systeme de palpage (2.6) qui necessite un contact 
materiel avec une surface a mesurer pour fonctionner 



3.3 

non-contacting probing system 

probing system (2.6) which needs no material 
contact with a surface being measured in order to 
function 

NOTE An optical probing system (3.4) is a non- 

contacting probing system. 

3.4 

optical probing system 

non-contacting probing system (2.6) which creates a 
corrected measured point (2.13) by probing (2.7) 
using an optical system 

3.5 

multi-probe system 

probing system (2.6) with more than one probe (3.1) 

See Figures 5 and 6. 



3.3 

systeme de palpage sans contact, m 

systeme de palpage (2.6) qui ne necessite pas un 
contact materiel avec une surface a mesurer pour 
fonctionner 

NOTE Un systeme de palpage optique (3.4) est un 
systeme de palpage sans contact. 

3.4 

systeme de palpage optique, m 

systeme de palpage (2.6) sans contact qui cree un 
point de mesure corrige (2.13) par palpage (2.7) 
utilisant un systeme optique 

3.S 

systeme a palpeurs multiples, m 

systeme de palpage (2.6) avec plusieurs palpeurs 
(3.1) 

Voir Figures 5 et 6. 



IS 15635 (Parti): 2006 
ISO 10360-1 : 2000 



3.6 

articulating probing system 

probing system (2.6) which can be oriented in 
various spatial angular positions by means of a 
manual or motorized positioning device 

-See Figure 2. 



3.6 

systeme de palpage articule, m 

systeme de palpage (2.6) qui peut etre oriente dans 
differentes positions angulaires spatiales par 
rintermediaire d'url dispositif de positionnement 
manuel ou motorise 

Voir Figure 2. 



3.7 

probing system qualification 

establishment of the parameters of a probing system 
(2.6) necessary for subsequent measurements 



3.7 

qualification du systdme de palpage, f 

etablissement des parametres d'un systeme de 
palpage (2.6) necessaires pour les mesurages a 
venir 



3.8 

multiple styli 

multiple stylus 

probing system (2.6) incorporating more than one 
stylus system (4.4) with one or more styli, or one 
stylus system with more than one stylus (4.1) or 
having a multi-probe system (3.5) or probing 
system (2.6) that can articulate a stylus or styli in 
multiple orientations 

See Figures 5 to 9. 



3.8 

stylets multiples, m 

stylet multiple, m 

systeme de palpage (2.6) comprenant piusieurs 

systemes de stylet (4,4) avec un stylet (4.1) ou plus, 

ou comprenant un systeme de stylet avec piusieurs 

stylets, ou avec un systeme a palpeurs multiples 

(3.5) ou systeme de palpage (2.6) pouvant articuler 

un (ou des) stylet(s) selon des orientations multiples 

Voir Figures 5 a 9. 



4 Terms relating to the stylus system 

4.1 
stylus 

mechanical device consisting of a stylus tip (4.2) and 
a shaft 



4 Termes relatifs au systeme de stylet 

4.1 
stylet, m 

dispositif mecanique constitue d'une touche de stylet 

(4.2) et d'un arbre 



4.2 
stylus tip 

physical element that establishes the contact with the 
workpiece 

NOTE A stylus tip can be a ball, a cylinder, a disk, an 

apex etc. 



4.2 

touche de stylet, f 

element physique qui etablit ie contact avec la piece 

NOTE Una touche de stylet peut etre une bille, un 

cyllndre, un disque, un sommet, etc. 



4.3 

stylus system components 

mechanical components such as stylus extensions 
and styli that make possible material contact with a 
workpiece 

4.4 

stylus system 

any combination of stylus system components (4,3) 
which includes at least one stylus (4.1) 



4.3 

composants du systeme de stylet, m 

composants mecaniques tels que rallonges de stylet 
et stylets qui rendent possible Ie contact materiel avec 
la piece 

4.4 

systeme de stylet, m 

toutes combinaisons de composants du systeme de 
stylet (4.3) comprenant au moins un stylet (4.1) 
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4.5 

stylus length 

{spherical stylus tip) distance from the centre of the 
stylus tip (4.2) to the shoulder of the shaft 

See Figure 10. 

4.6 

stylus tip offset 

relative coordinates of a stylus tip (4.2) centre 
expressed in relation to a datum established in a 
machine coordinate system (2.5) 

NOTE The datum may be established by the centre of 

the first stylus (4.1) which has been qualified. 



4.5 

longueur du stylet, f 

(louche de stylet spherique) distance du centre de la 
touche de stylet (4.2) a I'epaulement de I'arbre 

Voir Figure 10. 

4.6 

constante de palpage, f 

coordonnees relatives d'un centre de touche de 
stylet (4.2) exprimees par rapport a une reference 
etablie dans un repere machine (2.5) 

NOTE La reference peut etre etablie par le centre du 

premier stylet (4.1) qui a ete qualifie. 




Key 




Legende 
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4 Styli 


1 Support du systeme de 


4 Stylets 


2 Probe extension 


5 Stylus extension 


palpage 


5 Rallonge de stylet 


3 Probes 




2 Rallonge de palpeur 

3 Palpeurs 





Figure 5 — Probing system with multiple styli and multi-probe system (two probes and two single styli) 

Figure 5 — Systeme de palpage avec stylets multiples et systeme ii palpeurs multiples (deux palpeurs et 

deux stylets simples) 
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Key 

1 Ram 3 

2 Probe changing system 4 



Probe 
Styli 



Legende 
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palpage 

2 Systeme de 
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3 Palpeurs 

4 Stylets 



Figure 6 — Probing system with multiple styli, multi-probe and probe-changing systems (two probes, 

two single styli and probe-changing system) 

Figure 6 — Systeme de palpage avec stylets multiples, systemes a palpeurs multiples et de changement 
de palpeur (deux palpeurs, deux stylets simples et un systeme de changement de palpeur) 
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Figure 7 — Probing system with multiple styli (two single styli) 
Figure 7 — Systeme de palpage avec stylets multiples (deux stylets simples) 
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Key 

1 Ram 

2 Probe 

3 Star stylus 



Legende 

1 Support du systeme de palpage 

2 Palpeur 

3 Stylet etoile 



Figure 8 — Probing system with multiple styli (one star stylus) 
Figure 8 — Systeme de palpage avec stylets multiples (un stylet etoile) 




Key 




Legende 




1 Ram 


3 Stylus changing system 


1 Support du systeme de 


3 Systeme de 


2 Probe 


4 Styli 


palpage 


changement de stylet 






2 Palpeur 


4 Stylets 



Figure 9 — Probing system with mutiple styli (two single styli and a stylus changing system) 

Figure 9 — Systeme de palpage avec stylets multiples (deux stylets simples et un systeme de changement 

de stylet) 
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mi^ 



3 Stylus length 



^ Longueur du stylet 
Figure 10 — Stylus length 
Figure 10 — Longueur du stylet 



5 Terms relating to the rotary table 

5.1 

rotary table 

workpiece mounting device wliich rotates a worl<piece 
with respect to the linear motion axes of a CMM (2.1) 

NOTE The rotary table can be either of the Indexing or 

the infinite positioning type. 



5.2 

rotary table setup 

procedure specified by the manufacturer for aligning 
(physically or in software) the rotary table (5.1) axis 
with the linear motion axis system of a CMM (2.1) 



5 Termes relatifs au plateau tournant 

5.1 

plateau tournant, m 

dispositif de montage de pi^ce qui fait tourner la piece 
selon des axes de deplacement lineaire d'une MMT 
(2.1) 

NOTE Le plateau tournant peut Mre soit de type k 
indexage, soit de type continu. 

5.2 

r^glage du plateau tournant, m 

procedure specifiee par le fabricant pour degauchir 
(physiquement ou par logiciel) i'axe du plateau 
tournant (5.1) avec le systeme d'axes de 
deplacement lineaire d'une MMT (2.1) 



Terms relating to the operation 
of the CMM 



Termes relatifs au fonctionnement 
de la MMT 



6.1 

discrete-point probing speed 

magnitude of the veldcity of a probing system (2.6) 
relative to a workpiece when discrete- point probing 
(2.7) 

6.2 

scanning speed 

magnitude of the velocity of a probing system (2.6) 
relative to a workpiece when scanning (2.9) 

6.3 

bacit off distance 

distance from a new program point (2.10) to an 
intermediate point (2.11), where the intermediate 
point for the return movement of the stylus tip (4.2) is 
established from the immediately preceeding program 
point 



6.1 

Vitesse de palpage discret, f 

amplitude de la vitesse d'un systems de palpage 
(2.6) par rapport a la piece soumise a palpage (2.7) 
discret 

6.2 

Vitesse de scanning, f 

amplitude de la vitesse d'un systdme de palpage 
(2.6) par rapport a la piece soumise a scanning (2.9) 

6.3 

distance de d^collage, f 

distance d'un point de programme (2.10) nouveau ^ 
un point intermedlaire (2.11), ou le point 
intermediaire pour le mouvement de retournement de 
la touche du stylet (4.2) est etabli k partir du point de 
programme immediatement precedent 
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7 Terms relating to scanning 

7.1 

corrected scan point 

corrected measured point (2.13) obtained during a 
scanning (2.9) 

7.2 

target scan line 

line along which target contact points (2.14) lie 



7.3 

corrected scan line 

line described by corrected measured points (2.13) 
obtained during scanning (2.9) 

7.4 

target scan plane 

plane on which target contact points (2.14) lie 



7 Termes relatlfs au scanning 

7.1 

point issu du scanning corrig6, m 

point de mesure corrige (2.13) obtenu lors d'un 
scanning (2.9) 

7.2 

ligne de scanning cibie, f 

ligne sur laqueile se trouvent les points de contact 
cible(2.14) 

7.3 

ligne de scanning corrig^e, f 

ligne decrite par les points de mesure corriges 

(2.13) obtenus pendant le scanning (2.9) 

7.4 

plan de scanning cibie, m 

plan dans lequel se trouvent les points de contact 
cibie (2.14) 



7.5 

pre-defined patit scanning 

method of scanning (2.9) in which the motion of the 
probing system (2.6) between two defined end 
points is directed by a target scan line (7.2) 

NOTE The end points can be either target contact 

points (2.14) or corrected measured points (2.13). 



7.6 

not pre-defined patli scanning 

method of scanning (2.9) in which the nnotion of the 
probing system (2.6) between two defined end limits 
is directed by feedback from the probing system 



7.S 

trajectoire de scanning pr6d6finie, f 

methode de scanning (2.9) pour laqueile le 
deplacement du systdme de palpage (2.6), entre 
deux points extremes definis, est guid^ selon une 
ligne de scanning cibie (7.2) 

NOTE Les points extremes peuvent §tre solt des 

points de contact cibie (2.14), soit des points de mesure 
corriges (2.13). 

7.6 

trajectoire de scanning non pr6d6flnie, f 

methode de scanning (2.9) pour laqueile le 
deplacement du systeme de palpage (2.6), entre 
deux points extremes definis, est guide par reaction 
du jsysteme de palpage 



7.7 

scan sequence 

set of connected automated actions of a CI\/IM (2.1) 
consisting of movement from an intermediate point 
(2.11) to a scanning (2.9) to another intermediate 
point 



7.7 

sequence de scanning, f 

ensemble d'actions automatisees relives d'une MMT 
(2.1) compose d'un mouvement d'un point 
intermediaire (2.11) a un point issu du scanning 
(2.9) et a un autre point intermediaire 



7.8 

higli point density (of a CMM) 

distribution of corrected scan points (7.1) with a 
distance between every two consectutive scan points 
< 0,1 mm 



7.8 

liaute density de points (d*une MMT), f 

distribution de points issus du scanning corriges 

(7.1) pour laqueile toute distance entre deux points 
quelconques consecutifs est < 0,1 mm 
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7.9 

low point density (of a CIVIM) 

distribution of corrected scan points (7.1) with a 
distance between every two consectutive scan points 
> 1 mm 



7.9 

basse density de points (d'une MMT), f 

distribution de points issus du scanning corriges 

(7.1) pour laquelle toute distance entre deux points 
quelconques consecutifs est ^ 1 mm 



8 Terms relating to artefacts 



8 Termes relatifs aux etalons 



8.1 

material standard 

material measure reproducing a traceable value of a 
dimensional quantity of a feature 



8.1 

6talon materialist, m 

mesure materialisee reproduisant 
raccordee d'une grandeur 
element 



une valeur 
dimensionneile d'un 



8.2 

material standard of size 

material standard (8.1) reproducing a feature of size 



NOTE 



See also ISO 14660-1. 



8.2 

6talon materialist de taille, m 

etalon materialise (8.1) reproduisant une entity 
dimensionneile 



NOTE 



Voiraussi ISO 1466G-1. 



8.3 

reference sphere 

spherical material standard of size (8.2) placed 
within a measuring volume (2.3) of a CMM (2.1) for 
the purpose of probing system qualification (3.7) 



8.3 

sphere de reference, f 

etalon materialise de taille (8.2) spherique, place 
dans le volume de mesure (2.3) d'une MMT (2.1) en 
vue dune qualification du systeme de palpage (3.7) 



8.4 

test sphere 

sphericaj material standard of size (8.2) used for 
acceptance test (2.17) and reverification test (2.18) 



8.4 

sphere d'essai, f 

etalon materialise de tailfe (8.2), spherique, utilise 

pour I'essai de reception (2.17) et I'essai de 

verification periodique (2.18) 



Terms relating to CMM error or error 
of indication 



Termes relatifs a I'erreur d'indication 
d'une MMT ou a I'erreur d'une MMT 



9.1 

error of indication of a CMM for size 
measurement 

E 

error of indication from which the size of a material 
standard of size (8.2) can be determined with a 
CMM (2.1), the measurement being-taken through two 
opposite probing points on two nominally parallel 
planes and normal to one of the planes, when the 
probing points are approached from opposite 
directions 

NOTE The measurement for the material standard of 

size is taken through two opposite points on two opposed 
surfaces, normal to one of the planes, when the points are 
approached from opposite directions, see Figure 11 a) 
and b). 



9.1 

erreur d'indication d'une MMT pour 
les mesures de taille, f 

E 

erreur d'indication pour laquelle la taille d'un etalon 
materialise de taille (8.2) peut dtre determinee avec 
une MMT (2.1), le mesurage etant realise par 
I'intermediaire de deux points de palpage opposes sur 
deux plans nominalement paralieles et perpendi- 
culairement a un des plans, les points palpus etant 
approches depuis des directions opposees. 

NOTE Le mesurage d'un etalon materialise de taille 

est realise par I'intermediaire de deux points opposes sur 
deux surfaces opposees, perpendiculairement a un des 
plans, les points etant approches depuis des directions 
opposees, voir Figure 1 1 a) et b). 
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a) 



b) 



Figure 11 — Directions of measurement 
Figure 11 — Directions de mesure 



9.2 

maximum permissible error of indication of 
a CMIVI for size measurement 

MPEe 

extreme value of the error of indication of a CMM 
for size measurement E, (9.1) permitted by 
specifications, regulations etc. for a CIVIM (2.1) 

NOTE 1 The maximum permissible error of indication of 
a CMM for size measurement error, MPE^, is stated in one 
of three forms: 

a) MPEt = ± minimum of (A + UK) and B (see Figure 12), 
or 

b) MPE£ = ±(A + L//!:)(seeFigure 13), or 

c) MPE£ = ±B (see Figure 14) 

where 

A is a positive constant, expressed in micrometres 
and supplied by the manufacturer; 

K is a dimensionless positive constant supplied by 
the manufacturer; 

L is the measured size, in millimetres; 

B is the maximum permissible error MPEf, in 
micrometres, as stated by the manufacturer. 

NOTE 2 The expressions apply for any location and/or 
orientation of the material standard of size (8.2) within the 
measuring volume (2.3) of the CMM. 



9.2 

erreur maximale toier^e d'indication d'une 
iVIIVITpour ies mesures de taiiie, f 

MPEe 

valeur extreme de I'erreur d'indication d'une MMT 
pour tes mesures de taiiie £, (9.1), autorisee par ies 
specifications, reglements, etc., pour une MMT (2.1) 

NOTE 1 L'erreur maximale toler§e d'indication d'une 
MMT pour Ies mesures de taiiie, MPE^, est donn§e par 
I' une des trois formes suivantes: 



a) 

b) 
c) 
ou 



MPEf = + minimum de (A + UK) el B (voir Figure 12), 
ou 

MPEf = + (A + UK) (voir Figure 13), ou 

MPEe = ± fi (voir Figure 14) 



A est une constante positive, exprim^e en 
micrometres et fournie par le fabricant; 

K est une constante positive sans dimension fournie 
par le fabricant; 

L est la taiiie mesuree, en millimetres; 

B est l'erreur maximale tol6r6e MPEe, ®h 
micrometres, specifiee par le fabricant. 

NOTE 2 Les expressions s'appliquent pour toute position 
et/ou orientation de I'^talon materialist de taiiie (8.2) a 
I'interieur du volume de mesure (2.3) de la MMT. 



Uj 

-A 
-B 



Figure 12 — CMM maximum permissible error of indication for size measurement error MPE^ 

[see 9.2, note 1 , a)] 

Figure 12 — Erreur maximale toleree d'indication d'une MMT pour les mesures de taiiie MPEe 

[voir 9.2, note1,a)l 
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+A 

Ui 

-A 



Figure 13 — CMM maximum permissible error of indication for size measurement error MPE^ 

[see 9.2, note 1 , b)] 

Figure 13 — Erreur maximaie toleree (('indication d'une IVIMT pour les mesures de taille MPEe 

[voir 9.2, note 1 ,b)] 



Uj 



Figure 14 — CMM maximum permissible error of indication for size measurement error MPE^ . 

[see 9.2, note 1 , c)] 

Figure 14 — Erreur maximaie toleree d'Indicatton d'une MMT pour les mesures de taille MPE^ 

[voir 9.2, note 1 , c)] 



9.3 

probing error 

P 

error of indication within which the range of radii of a 
spherical material standard of size (8.2) can be 
determined by a CMM (2.1), the measurements being 
tai<en in a discrete-point probing (2.8) mode using 
one stylus (4.1) on a test sphere (8.4) 

See Figure 15. 

NOTE Pisa positive value. 



9.3 

erreur de palpage, f 

P 

erreur d'indication a I'interieur de laquelle I'etendue 
des rayons dun etalon materialist de taille (8.2), 
spherique, peut etre determinee par une MMT (2.1), 
les mesurages etant effectues en mode de palpage 
discret (2.8) en utilisant un stylet (4.1) sur une 
sphere d'essai (8.4) 

See Figure 15, 

NOTE P est une valeur positive. 
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NOTE P « MPEp 



NOTE 



/^<MPEp 



Figure 15 — Probing error P 
Figure 15 — Erreur de palpage P 



9.4 

maximum permissible probing error 

MPE,. 

extreme value of the probing error, P (9.3), permitted 

by specifications, regulations etc. for a CMM (2.1) 

See Figure 15. 

NOTE 1 The maximum permissible probing error of a 
CMM, MPEp, is stated as: 

MPEp = A 

where A is a positive constant, expressed in micrometres. 

NOTE 2 The value of MPEp applies for any location of 
the spherical material standard of size (8.2) within the 
measuring volume (2.3) of the CMM and tor any probing 
direction. 



9.5 

radiai four-axis error 

FR 

radial range of the error of indication of tine test 

sphere (8.4) centre position as measured by the 

CIWIW (2.1) in the worl(piece coordinate system 

(2.4) with the axis of a rotary table (5.1) as the fourth 

axis 



9.4 

erreur de palpage maximale tol6r6e, f 

UPEp 

valeur extreme de I'erreur de palpage, P (9^3), 

autorisee par les specifications, reglements, etc., pour 

uneMMT(2.1) 

Voir Figure 15. 

NOTE 1 L'erreur de palpage maximale tol6ree d'une 
MMT, MPE;j, est donnee par: 

MPEp = /l 

ou A est une constante positive, en micrometres. 

NOTE 2 La valeur de MPEp s'applique pour toute 
position de I'etalon materialise de taille (8.2), sph^rique, a 
I'interieur du volume de mesure (2.3) de la MMT et pour 
toute direction de palpage. 

9.5 

erreur radiale du quatrieme axe, f 

FR 

etendue radiale de i'erreur d'indication de la position 
du centre de la sphere d'essai (8.4) telle que 
mesuree par la MMT (2.1) dans le repere piece (2.4), 
avec I'axe d'un plateau tournant (5.1) comme 
quatrieme axe 
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9.6 

tangential four-axis error 

f-T 

tangential range of the error of indication of the test 

sphere (8.4) centre position as measured by the 

CMM (2.1) in the workpiece coordinate system 

(2.4) with the axis of a rotary table (5.1) as the fourth 

axis 



9.6 

erreur tangentielle du quatridme axe, f 

FT 

etendue tangentielle de I'erreur d'indication de la 
position du centre de la sphere d'essai (8.4) telle que 
mesuree par la MMT (2.1) dans le repere piece (2.4), 
avec I'axe d'un plateau tournant (5.1) comnne 
quatrieme axe 



9.7 

axial four-axis error 

FA 

axial range of the error of indication of the test 
sphere centre (8.4) position as measured by the 
CMM (2.1) in the worltpiece coordinate system 
(2.4) with the axis of a rotary table (5.1) as the fourth 



9.7 

erreur axiale du quatrieme axe, f 

FA 

etendue axiale de I'erreur d'indication de la position 
du centre de la sphere d'essai (8.4) telle que 
mesuree par la MMT (2.1) dans te repere piece (2.4), 
avec I'axe d'un plateau tournant (5.1) comme 
quatrieme axe 



9.8 

maximum permissible radial four-axis error 

MPErR 

extreme value of the radial four-axis error FR (9.5) 
permitted by specifications, regulations etc. for a 
CMM (2.1) with the axis of a rotary table (5.1) as the 
fourth axis 



9.8 

erreur radiale du quatrieme axe maximale 
toleree, f 

mpe™ 

valeur extreme de I'erreur radiale du quatrieme axe 

FR (9.5) autorisee par les specifications, reglements, 
etc., pour une MMT (2.1) ayant I'axe d'un plateau 
tournant (5.1) comme quatrieme axe 



9.9 

maximum permissible tangential four-axis 
error 

MPEfT 

extreme value of the tangential four-axis error FT 

(9.6) permitted by specifications, regulations etc. for a 
CMM (2.1) with the axis of a rotary table (5.1) as the 
fourth axis 



9.9 

erreur tangentielle du quatridme axe 
maximale toleree, f 

MPE/77- 

valeur extreme de I'erreur tangentielle du quatrieme 

axe FT (9.6) autorisee par les specifications, 
reglements, etc., pour une MMT (2.1) ayant I'axe d'un 
plateau tournant (5.1) comme quatrieme axe 



9.10 

maximum permissible axial four-axis error 

MPEpA 

extreme value of the axial four-axis error FA (9.7) 
permitted by specifications, regulations etc. for a 
CMM (2.1) with the axis of a rotary table (5.1) as the 
fourth axis 



9.10 

erreur axiale du quatrieme axe maximale 
toleree, f 

MPEm 

valeur extreme de I'erreur axiale du quatrieme axe 

FA (9.7) autorisee par les specifications, reglements, 
etc., pour une MMT (2.1) ayant I'axe d'un plateau 
tournant (5.1) comme quatrieme axe 



9.11 

scanning probing error 

Tij 

error of indication within which the range of radii of a 
test sphere (8.4) can be determined by a CMM (2.1), 
the measurements being taken by scanning (2.9) 
using one stylus (4.1) 



9.11 

erreur de palpage en mode scanning, f 

Tij 

erreur d'indication a I'interieur de laquelie I'etendue 
des rayons d'une sphere d'essai (8.4) peut etre 
determihee par une MMT (2.1), les mesurages etant 
effectues par scanning (2.9) avec un seul stylet (4.1) 
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NOTE There are four scanning probing errors based 

on different combinations of high point density (7.8) or 
low point density (7.9) and pre-defined path scanning 
(7.6) or non-predefined path scanning (7.6). These 
combinations are designated as follows: 



Point density 


Predefined 
path 

= P) 


Non predefined 
path 

0=N) 


H\Qh (i=H) 


THP 


THN 


Low (i=L) 


TLP 


TLN 



NOTE II y a quatre erreurs de palpage en mode 
scanning selon les diff^rentes combinaisons de haute 
density de points (7.8) ou basse density de points (7.9) 
et de trajectoire de scanning pr^d^flnie (7.5) ou 
trajectoire de scanning non pr^d^flnie (7.6). Ces 
combinaisons sont d^sign^es comme suit: 



Density de 
points 


Trajectoire 
pr^ddfinie 

0=P) 


Trajectoire non 
pr6d«finle 

G = P) 


Hau\e(i = H) 


THP 


THN 


Basse (i = L) 


TLP 


TLN 



9.12 

maximum permissible scanning probing 
error 

MPEnj 

extreme value of the scanning probing error Tij 

(9.11) permitted by specifications, regulations etc. for 
aCMM(2.1) 

NOTE 1 The value of MPEjy is a positive constant wtiich 
applies for any location of the test sphere (8.4) within the 
measuring volume (2.3) of the CMM and for any probing 

direction. 

NOTE 2 It is possible to state different values of MPEnv 
for each of the four combinations. 



9.12 

erreur de palpage maximale tol6r6e en 
mode scanning, f 

MPEnj 

valeur extreme de I'erreur de palpage en mode 
scanning Tij (9.11), autorisee par les specifications, 
reglements, etc., pour une MMT (2.1) 

NOTE 1 La valeur de MPEr/, est une constante positive 
qui s'applique pour toute position de la sphere d'essai (8.4) 
a I'interieur du volume de mesure (2.3) de la MMT pour 
toute direction de palpage. 

NOTE 2 II est possible de definir differentes valeurs de 
MPEriy pour chacune des quatre combinaisons. 



9.13 

time for scanning test 

r 

elapsed time from the start of the first scan sequence 
(7.7) to the completion of the last scan sequence for 
the procedure detailed 



9.13 

temps d'acquisition de i'essai de scanning, m 

T 

temps ecGuie entre le demarrage de la premiere 
sequence de scanning (7.7) et I'achevement de la 
derniere sequence de scanning pour la procedure 
detainee 



9.14 

maximum permissible time for scanning 
test 

MPTr 

extreme value for the time for scanning test r (9.13) 
permitted by specifications, regulations etc. for a 
CMM (2.1) 



9.14 

temps maximal tol^re d'acquisition de 
I'essai de scanning, m 

MPTr 

valeur extreme pour le temps d'acquisition de 
I'essai de scanning, r (9.13), autorisee par les 
specifications, reglements, etc., pour une MMT (2.1) 



9.15 

fixed multiple-stylus probing system form 
error 

MF 

error of indication within which the range of radii can 
be determined by a least-squares fit of points 
measured on a spherical material standard of size 
(8.2), the measurements being taken on the test 
sphere (8.4) by a CMM (2.1) using fixed multiple 
styli (3.8) in the discrete-point probing (2.8) mode 



9.15 

erreur de forme du systeme de palpage it 
stylets multiples fixes, f 

MF 

erreur d'indication a I'interieur de laquelle I'etendue des 
rayons peut etre determinee par une association des 
moindres carres des points mesures sur un etalon 
materialise de taille (8.2), spherique, les mesurages 
etant effectues sur la sphere d'essai (8.4) par tine 
MMT (2.1) utiiisant des stylets muKiples (3.8) fixes, 
en mode de palpage discret (2.8) 
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9.16 

fixed multiple-stylus probing system size 
error 

MS 

error of indication within which the diameter of a 
spherical material standard of size (8.2) can be 
determined by a least-squares fit of points, the 
measurements being taken on the test sphere (8.4) 
by a CMM (2.1) using fixed multiple styli (3.8) in the 
discrete-point probing (2.8) mode 



9.16 

erreur de taille du systeme de paipage it 
stylets multiples fixes, f 

MS 

erreur d'indication a I'interieur de iaquelie le diametre 
d'un etalon materialise de taille (8.2), spherique, 
peut etre determine par une association des moindres 
Carres des points mesures, les mesurages etant 
effectues sur la sphere d'essai (8.4) par une MMT 
(2.1) utilisant des stylets multiples (3.8) fixes, en 
mode de paipage discret (2.8) 



9.17 

fixed multiple-stylus probing system 
location error 

ML 

error of indication within which the range of centre 
coordinates of a spherical material standard of size 
(8.2) can be determined by a least-squares fit of 
points, the measurements being taken on the test 
sphere (8.4) by a CMM (2.1) using fixed multiple 
styli (3.8) in the discrete-point probing (2.8) mode 



9.18 

maximum permissible fixed multiple-stylus 
probing system form error 

MPEmf 

extreme value of the fixed multiple-stylus probing 
system form error MF (9.15) permitted by 
specifications, regulations etc. for a CMM (2.1) 

NOTE MPE^^ can be specified by stylus length (4.5) 

and stylus system (4 4). 



9.19 

maximum permissible fixed multiple-stylus 
probing system size error 

MPEms 

extreme value of the fixed multiple-stylus probing 
system size error MS (9.16) permitted by 
specifications, regulations etc. for a CMM (2.1) 

NOTE MPE;v,5 may be specified by stylus length (4.5) 

and stylus system (4.4). 



9.17 

erreur de position du systeme de paipage a 
stylets multiples fixes, f 

ML 

erreur d'indication a I'interieur de Iaquelie l'6tendue des 
coordonnees du centre d'un etalon materialise de 
taille (8.2), spherique, peut etre determinee par une 
association des moindres carres des points mesurds, 
les mesurages etant effectues sur la sphere d'essai 
(8.4) par une MMT (2.1) utilisant des stylets multiples 
(3.8) fixes, en mode de paipage discret (2.8) 

9.18 

erreur maximale tolerde de forme du 

systeme de paipage it stylets multiples 

fixes, f 

MPEmf 

vaJeur extreme de I'erreur de forme du systeme de 
paipage a stylets multiples fixes MF (9.15), 
autorisee par les specifications, reglements, etc., pour 
une MMT (2.1) 

NOTE MPEmf peut etre specifie par la longueur du 

stylet (4.5) et le systdme de stylet (4.4). 

9.19 

erreur maximale toleree de taille du 

systeme de paipage it stylets multiples 

fixes, f 

MPEms 

valeur extreme de I'erreur de taille du Bysteme de 
paipage a stylets multiples fixes MS (9.16), 
autorisee par les specifications, reglements, etc., pour 
une MMT (2.1) 

NOTE MPE^j peut etre specifie par la longueur du 

stylet (4.5) et le systdme de stylet (4.4). 
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9.20 

maximum permissible fixed multiple-stylus 
probing system location error 

extreme value of the fixed multiple-stylus probing 
system tocation error ML (9.17), permitted by 
specifications, regulations etc. for a CMM (2.1) 

NOTE MPEjv/jt. may be specified by stylus length (4.5) 

and stylus system (4.4). 



9.20 

erreur maximale toleree de position du 

systeme de palpage a stylets multiples 

fixes, f 

valeur extreme de I'erreur de position du systeme 
de palpage h stylets multiples fixes ML (9.17), 
autorisee par tes specifications, reglements, etc., pour 
uneMMT(2.1) 

NOTE IVIPE^i^ peut etre specifie par la longueur du 
stylet (4.5) et le systeme de stylet (4.4). 



9.21 

articulated probing system form error 

AF 

error of indication within which the range of radii can 
be determined hy a least-squares fit of points 
measured on a spherical material standard of size 
(8.2), the measurements being taken on the test 
sphere (8.4) by a CMM (2.1) using an articulating 
probing system (3.6) in the discrete-point probing 
(2.8) mode 



9.21 

erreur de forme du systdme de palpage 
articule, f 

AF 

erreur d'indication a i'interieur de laquelle I'etendue 
des rayons peut etre determinee par une association 
des moindres carres des points mesures sur un 
etalon materialise de taille (8.2), spherique, les 
mesurages etant effectues sur la sphere d'essai 
(8.4) par une MMT (2.1) utilisant un systeme de 
palpage articule (3.6) en mode de palpage discret 
(2.8) 



9.22 

articulated probing system size error 

AS 

error of indication within which the diameter of a 
spherical material standard of size (8.2) can be 
determined by a least-squares fit of points, the 
measurements being taken on the test sphere (8.4) 
by a CMM (2.1) using an articulating probing 
system (3.6) in the discrete-point probing (2.8) 
mode 



9.22 

erreur de taille du systeme de palpage 
articule, f 

AS 

erreur d'indication a i'interieur de laquelle le diarhetre 
d'un etalon materialise de taille (8.2), spherique, 
peut etre determine par une association des moindres 
carres des points mesures, les mesurages etant 
effectues sur la sphere d'essai (8.4) par une MMT 
(2.1) utilisant un systeme de palpage articule (3.6) 
en mode de palpage discret (2.8) 



9.23 

articulated probing system location error 

AL 

error of indication within which the range of centre 
coordinates of a spherical material standard of size 
(8.2) can- be determined by a least-squares fit of 
points, the measurements being taken on the test 
sphere (8.4) by a CMM (2.1) using an articulating 
probing system (3.6) in the discrete-point probing 
(2.8) mode 



9.23 

erreur de position du systeme de palpage 
articul6, f 

AL 

erreur d'indication a I'interieur de laquelle I'letendue 
des coordonnees du centre d'un etalon materialise 
de taille (8.2), spherique, peut etre determinee par 
une association des moindres carres des points 
mesures, les mesurages etant effectues sur la sphere 
d'essai (8.4) par une MMT (2.1) utilisant un systeme 
de palpage articule (3.6) en mode de palpage 
discret (2.8) 
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9^4 

maximum permissible articulated probing 
system form error 

extreme value of the articulated probing system 

lorm error AF (9.21) permitted by specifications, 
regulations etc. for a CMM (2.1) 

NOTE MPBaf can be specified by probe extension 
length and stylus system (4.4). 



9.25 

maximum permissible articulated probing 
system size error 

MPE^s 

extreme value of the articulated probing system 
size error AS (9.22) permitted by specifications, 
regulations etc. for a CMM (2.1) 

NOTE MPE>(s can be specified by probe extension 

length and stylus system (4.4). 



9.26 

maximum permissible articulated probing 
system location error 

extreme value of the articulated probing system 

location error AL (9.23) permitted by specifications, 
regulations etc. for a CMM (2.1) 

NOTE MPEal can be specified by probe extension 

length and stylus system (4.4). 



9.24 

erreur maximale tol6ree de forme du 
syst^me de palpage articul^, f 

MPEaf 

valeur extreme de I'erreur de forme du syst&me de 

palpage articule AF (9.21), autorisee pour les 

specifications, reglementations, etc., pour une MMT 

(2.1) 

NOTE MPE^f peut §tre specifie par la longueur de la 
rallonge du palpeur et le systeme de stylet (4.4). 

9.25 

erreur maximale tol^rde de taille du 
systeme de palpage articuld, f 

MPEas 

valeur extreme de i'erreur de taille du systeme de 

palpage articule AS (9.22), autorisee pour les 

specifications, reglementations, etc., pour une MMT 

(2.1) 

NOTE MPE4S peut dtre specific par la longueur de la 

rallonge du palpeur et le systeme de stylet (4.4). 

9.26 

erreur maximale tol^rde de position du 
systdme de palpage articule, f 

MPE^:. 

valeur extreme de I'erreur de position du systeme 

de palpage articule AL (9.23), autorisee pour les 

specifications, reglementations, etc., pour une "MMT 

(2.1) 

NOTE MPEal peut §tre specific par la longueur de la 

rallonge du pulpeur et le systeme de stylet (4.4). 



10 Terms relating to features 



10 Termes relatifs aux elements 



10.1 

Gaussian associated feature 

least-squares associated feature 

associated feature for which the sum of the squares of 
the residuals is a minimum 



10.1 

element associe gaussien, m 

element associe des moindres carres, m 

element associe pour lequel la somme des carres des 
residus est minimale 



11 Terms relating to software 



1 1 Termes relatifs aux logiciels 



11.1 

parametrlzation of a feature 

choice of algebraic variables to represent a feature 

NOTE 1 The parametrlzation depends on the type of 
feature. 



11.1 

parametrisation d'un element, f 

choix de variables algebriques pour representer un 
element 

NOTE 1 La parametrisation depend du type d'element. 
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NOTE 2 For any specific type ot feature, a ciioice of 
parametrizatlon Is not unique. For example, a straight line in 
three dimensions or the axis of a cylinder or a cone can be 
specified by either a point on the axis and the direction 
cosines of the axis, or two points on the axis. 

NOTE 3 For any specific type of feature, a choice of 
parametrizatlon can depend on the nature of that feature, 
e.g., according to whether a cone has a large or small apex 
angle. 



NOTE 2 Pour tout type specifique d'element, un choix de 
parametrisation n'est pas unique. Par exemple, une ligne 
droits en trois dimensions, ou I'axe d'un cylindre ou d'un 
cone peuvent etre definis soil par un point de I'axe et le 
cosinus directeur de I'axe, soit par deux points de I'axe. 

NOTE 3 Pour tout type specifique d'element, un choix de 
parametrisation peut dependre de la nature de cet element, 
par exemple selon qu'un cone a un grand ou un petit angle 
-au sommet. 



11.2 

reference data set 

data set produced for the purposes of testing software 
for fitting a Gaussian associated feature (10.1) 



11.2 

ensemble de donnees de reference, m 

ensennbia de donnees fournies a des fins d'essai de 
logiciel pour ajuster I'eiement associe gaussien (10.1) 



11.3 

reference parameter values 

numerical values of the parameters in the reference 
parametrization (11.4) for a particular reference 
data set (11.2), produced by a testing body, to be 
used as a reference for comparison 



11.3 

valeurs des parametres de r6f6rence, f 

valeurs numeriques des parametres dans la 
parametrisation de reference (11.4) pour un 
ensemble de donnees de reference (11.2) 
particulier, produites par un corps d'essai, devant etre 
utilisees comme reference pour la comparaison 



11.4 

reference parametrization 

parametrizatlon of a feature (11.1) used by the 
testing body 

NOTE The parameters within a reference para- 

metrization may be measures of location (in millimetres), 
orientation (direction cosines, dimensionless), size (in 
millimetres), and angle (in radians). 



11.4 

parametrisation de reference, f 

parametrisation d'un element (11.1) utilisee par le 
corps d'essai 

NOTE Les parametres au sein de la parametrisation 

de reference peuvent etre des mesures de position (en 
millimetres), orientation (cosinus directeur, sans dimension), 
taille (en millimetres) et angle (en radians). 



11.5 

reference residual 

residual (11.7) associated with a reference data set 

(11.2) 



11.5 

residu de reference, m 

residu (11.7) associe avec 
donnees de reference (1 1 .2) 



un ensemble de 



11,6 

reference software 

software for computing reference parameter values 
(11.3) and reference residuals (11.5) of the 
Gaussian associated feature (10.1) for a data set 



11.6 

logiciel de reference, m 

logiciel pour calculer les valeurs des parametres de 
reference (11.3) et les residus de reference (11.5) 
de i'eiement associe gaussien (10.1) pour un 
ensemble de donnees 



11.7 

residual 

minimum perpendicular distance from an associated 
feature to a point in a data set 

NOTE For some associated features (e.g., a cylinder), 

a residual possesses a numerical sign, i.e., is positive or 
negative, depending on which side of the feature the 
corresponding data point lies. For other associated features 
(e.g., a line in three dimensions), the residual is unsigned. 



11.7 
residu, m 

distance perpendiculaire minimale d'un element 
associe a un point dans un ensemble de donnees 

NOTE Pour quelques elements associes (par exemple 

un cylindre), un residu possede un signe numerique, c'est- 
a-dire positif ou negatif, dependant du cote de I'eiement ou 
se trouve la donnee correspondante. Pour d'autres 
elements associes (par exemple une ligne en trois 
dimensions), le residu n'a pas de signe. 
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11.8 
conversion rule 

rule by which the numerical values of the parameters 
in a test parametrization (11.11) are converted into 
numerical values of the parameters in the reference 
parametrization (11.4) 

NOTE The rule can be implemented in software. 



11.8 

regie de conversion, f 

regie par laquelle les valeurs numeriques des 
parametres dans une parametrisation d'essai 
(11.11) sont converties en valeurs numeriques des 
parametres dans une parametrisation de reference 

(11,4) 

NOTE La regie peut etre appliquee par un logiciel. 



11.9 

converted test parameter values 

numerical values of the parameters obtained by 
applying a conversion rule to test parameter values 

(11.10) 

NOTE No conversion is necessary if the software 

under test uses the reference parametrization (114), in 
which case the test parameter values (11.10) are identical 
to the converted test parameter values. 



11.9 

valeurs converties des parametres d'essai, f 

valeurs numeriques des parametres obtenues en 
appliquant une regie de conversion aux valeurs des 
parametres d'essai (1 1 .10) 

NOTE Aucune conversion n'est ndcessaire si le 
logiciel d'essai utilise la parametrisation de r^f^rence 
(11.4), dans laquelle les valeurs des parametres d'essai 

(11.10) sont identiques aux valeurs converties des 
parametres d'essai. 



11.10 

test parameter values 

numerical values of the parameters in a iest 
parametrization (1 1.1 1) computed by software under 
test 



11.10 

valeurs des parametres d'essai, f 

valeurs numeriques des parametres dans une 
parametrisation d'essai (11.11) calculees par un 
logiciel soumis a essai 



11.11 

test parametrization 

parametrization of a feature (1 1.1) used by software 
under test 



11.11 

parametrisation d'essai, f 

parametrisation d'un element (11.1) utilisee par un 

logiciel soumis a essai 



11.12 

test residual 

residual (1 1 .7) computed by software under test 



11.12 

residu d'essai, m 

residu (1 1 .7) calcule par un logiciel soumis a essai 



11.13 

extent (of a data set) 

region of an associated feature sampled by points 



NOTE 
a) 



The extent can be stated as follows. 



The extent of a line in two or three dimensions is a 
segment of that line. 

b) The extent of a plane is a rectangular region contained 
in that plane. 

c) The extent of a circle in two or three dimensions is an 
arc of that circle. 

d) The extent of a sphere is a patch of that sphere 
defined by intervals of the angular parameters (0, q>) 
expressed in spherical coordinates (p, 0, (p), the origin 
being the sphere's centre. 



11.13 

extension (d'un ensemble de donn^es), f 

zone d'un element associe echantillonne par points 

NOTE L'extensiori peut etre definie comme suit. 

a) L'extension d'une ligne en deux ou trois dimensions 
est un segment de cette ligne. 

b) L'extension d'un plan est une zone rectangulaire 
contenue dans ce plan. 

c) L'extension d'un cercle en deux ou trois dimensions 
est un arc de ce cercle. 

d) L'extension d'une sphere est une portion de cette 
sphere definie par intervalles de parametres angulaires 
{6, ^) exprimes en coordonnees sph6riques (/>, 6, p), 
I'origine etant le centre de la sphere. 
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e) The extent of a cylinder is a paten of that cylinder e) 
defined by intervals of the angular and length 
parameters (9, z) expressed in cylindrical coordinates 

(r, e, z), the z-axjs being the axis of the cylinder. 

f) The extent of a cone is a patch of that cone (not f) 
containing the vertex) defined by intervals of the 
angular and length parameters [6, z) expressed in 
cylindrical coordinates, (r, 9, z), the --axis being the 

axis of the cone. 

g) The extent of a torus is a patch of that torus defined by g) 
inter\/als of angular parameters (9, (p). 9 is the angular 
parameter in cylindrical coordinates (r, 9, z), the --axis 

being the axis of the torus. Given a point on the torus, 
p, a circle is defined by the intersection of the torus 
with the half-plane containing p and having the torus 
axis as its boundary, q? is defined as the angle between 
the direction from the torus centre to this circle centre 
and the vector from this circle centre to p. 



L'extension d'un cylindre est une portion de ce cyiindre 
definie par intervalles de parametres angulatres et de 
longueur {6, z) exprimes en coordonn^es cylindriques 
(r, 9, z), I'axe des z etant I'axe du cylindre. 

L'extension d'un cone est une portion de ce cone (ne 
contenant pas le sommet) d§finie par intervalles de 
paramfetres angulaires et de longueur (9, z) exprimes 
en coordonn6es cylindriques (r, 9, z), I'axe des z etant 
I'axe du cone. 

L'extension d'un tore est une portion de ce tore definie 
par intervalles de parametres angulaires (9, <p). dest le 
parametre angulaire en coordonneea cylindriques (r, 9, 
z), i'axe des z etant I'axe du tore. Soil un point, p, sur le 
tore, un cercle est d6fini par I'intersection du tore et le 
demi-p!an contenant p et ayant I'axe du tore comme 
limite. <p est defini comme Tangle entre la direction du 
centre du tore a ce centre de cercie et le vecteur de ce 
centre de cercle a p. 



11.14 
reference pair 

(testing) reference data set (11.2) and the 
corresponding reference parameter values (11.3) 



11.14 

paire de references, f 

(essais) ensemble de donnees de reference (11.2) 

et les vaieurs des parametres de reference (11.3) 

correspondantes 
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Annex A 

(informative) 

Description of CI\/rM types 



Annexe A 

(informative) 

Description des types de UMJ 



A.1 Fixed table cantilever CMM 

A.1.1 This is a CMM employing three components 
moving along guideways perpendicular to one 
another, with the probing system attached to the first 
component, which is carried on, and moves vertically 
in relation to, the second. 

A. 1.2 The combined assembly of the first and 
second components moves horizontally relative to the 
third. 

A.1.3 The third component is supported at one end 
only, cantilever fashion, and moves horizontally 
relative to the machine base, on which the workpiece 
is supported. 

See Figure A.I. 



A.I MMT col de cygne a plateau fixe 

A.1.1 C'est une MMT utilisant trois parties mobiles 
se depla9ant chacune le long de glissieres 
perpendiculaires entre elles; le systeme de palpage 
est fixe solidairement a la premiere partie qui se 
deplace verticalement suivant la deuxieme. 

A.I. 2 L'assemblage compose des premiere et 
deuxieme parties se deplace horizontalement suivant 
la troisieme. 

A.1.3 La troisieme partie n'est maintenue qu'a une 
seule extremite, de type col de cygne, et se deplace 
horizontalement suivant le plan de travail de la 
machine; la piece est posee sur le plan de travail de 
la machine. 

Voir Figure A.I. 



Schematic diagram 
Diagramme schematique 




NOTE The indicated directions are given for information 

only. Other approaches exist. 



Example 
Example 




NOTE Les directions indiquees sont donnees pour 

information seulement. D'autres approches existent. 



Figure A.1 — Fixed table cantilever CMM 
Figure A.1 — MMT col de cygne a plateau f rxe 



27 



IS 15635 (Parti): 2006 
ISO 10360-1 : 2000 



A.2 Moving bridge CMM 

A.2.1 This is a CMM employing three components 
moving along guideways perpendicular to one 
another, with the probing system attached to the first 
component, which is carried on, amd moves vertically 
in relation to, the second. 

A.2.2 The combined assembly of the first and 
second components moves horizontally relative to the 
third. 



A.2 MMT a portique mobile 

A.2.1 C'est une MMT utilisant trois parties mobiles 
se depla^ant chacune le long de glissieres 
perpendiculaires entre elles; le systems de palpage 
est fix§ solidatrement a la premiere partie qui se 
d^place verticalement suivant la deuxieme. 

A.2.2 L'assemblage compose des premiere et 
deuxidme parties se deplace horizontalement suivant 
la troisi^me. 



A.2.3 The third component is supported on two legs 
which descend on opposite sides of the machine 
base, and moves horizontally relative to the base, on 
which the workpiece is supported. 

See Figure A.2. 



A.2.3 La troisieme partie est maintenue par deux 
montants qui se trouvent sur deux cot^s opposes du 
plan de travail de la machine; la piece est posee sur 
le plan de travail de la machine. 

Voir Figure A.2. 



Schematic diagram 
Diagramme schematique 




Example 
Example 




NOTE The indicated directions are given for information 

only. Other approaches exist. 



NOTE Les directions indiquees sont donates pour 

Information seulement. D'autres approches existent. 



Figure A.2 — Moving bridge ClUliUI 
Figure A.2 — lUIIMT a portique mobile 
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A.3 Gantry CMM 

A.3.1 This is a CMM employing three components 
moving along guideways perpendicular to one 
another, with the probing system attached to the first 
component, which is carried on, and moves vertically 
in relation to, the second. 

A.3.2 The combined assembly of the first and 
second components moves horizontally relative to the 
third. 



A.3 MMTpont 

A.3.1 C'est une MMT utilisant trois parties mobiles 
se deplagant chacune le long de glissieres 
perpendicuiaires entre elles; le syst^me de palpage 
est fixe solidairement k la premiere partie qui se 
d^piace verticaiement suivant la deuxi^me. 

A.3.2 L'assemblage compose des premiere et 
deuxieme parties se deplace horizontalement suivant 
la troisi^me. 



A.3.3 The third component moves horizontally on 
two guide rails raised on either side above the 
machine base on which the workpiece.is supported. 

See Figure A.3. 



A.3.3 La troisieme partie se deplace horizon- 
talement sur deux rails surplombant de chaque cote le 
plan de travail de la machine; la pi^e est pos^e sur 
ie plan de travail de la machine. 

Voir Figure A.3. 



Schematic diagram 
Diagramme schematique 



Example 
Exemple 





NOTE The indicated directions are given for information 
only. Other approaches exist. 



NOTE Les directions indiquees sont donnees pour 

infomiation seulement. D'autres approches existent. 



Figure A.3 — Gantry CMM 
Figure A.3 — MMT pont 
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A.4 L-shaped bridge CMM 

A.4.1 This is a CMM employing three components 
moving along guideways perpendicular to one 
another, with the probing system attached to the first 
component, which is carried on, and moves vertically 
in relation to, the second. 

A>4.2 The combined assembly of the first and 
second components moves horizontally relative to the 

third. 



A.4 MMT a portique en L 

A.4.1 C'est une MMT utilisant trois parties mobiles 
se depia^ant chacune le long de glissieres 
perpendiculaires entre elles; ie systeme de palpage 
est fixe solidairement a la premiere partie qui se 
deplace verticalement suivant la deuxieme. 

A.4.2 L'assemblage compose des premiere et 
deuxieme parties se deplace horizontalement suivant 
la troisieme. 



A.4.3 The third component moves horizontally on 
two guide ways, one at the nriachine-base level or 
below, the other raised above the base, on which the 
workpiece is supported. 

See Figure A.4. 



A.4.3 La troisieme partie se deplace horizon- 
talement sur deux rails. Tun au niveau ou en dessous 
du plan de travail, I'autre surplombant le plan de 
travail; la piece est posee sur le plan de travail de la 
machine. 

Voir Figure A.4. 



Schematic diagram 
Diagramme schematique 




NOTE The Indicated directions are given for information 

only. Other approaches exist. 



Example 
Exemple 




NOTE Les directions indiquees sont donnees pour 

information seulement. D'autres approches existent. 



Figure A.4 — L-shaped bridge CIVIM 
Figure A.4 — lUIMT a portique en L 
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A.5 Fixed bridge CMM 

A.5.1 This is a CMM employing three components 
moving along guideways perpendicular to one 
another, with the probing system attached to the first 
component, which is carried on, and moves vertically 
in relation to, the second. 

A.5.2 The combined assembly of the first and 
second components moves horizontally along a 
bridge structure above, and rigidly attached at each 
end of, the machine base, with the workpiece 
mounted on the third component. 

See Figure A.5. 



A.5 MMT a portique fixe 

A.5.1 C'est une MMT utilisant trois parties mobiles 
se deplagant chacune ie long de glissieres 
perpendiculaires entre elles; Ie systeme de palpage 
est fixe solidairement a la premiere partie qui se 
deplace verticalement suivant ia deuxieme. 

A.5.2 L'assemblage compose des premiere et 
deuxieme parties se deplace horizontalement suivant 
une structure en pont, placee au dessus du plan de 
travail et fixes rigidement a chaque extremite a ce 
plan; la pifece est posee sur la troisieme partie. 

Voir Figure A.5. 



Schematic diagram 
Diagramme schematique 




NOTE The indicated directions are given for information 

only. Other approaches exist. 




NOTE Les directions indiquees sont donnees pour 

information seulement. D'autres approches existent. 



Figure A.5 — Fixed bridge CMM 
Figure A.5 — MMT a portique fixe 
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A.6 Moving table cantilever CMM 

A.6.1 This is a CMM employing three components 
moving along guideways perpendicular to one 
another, with the probing system attached to the first 
component, which moves vertically in relation to the 
second. 

A.6.2 The second component is supported at one 
end only, cantilever fashion, and moves horizontally 
relative to the machine base. 

A.6.3 The third component moves horizontally 
relative to the machine base and the workpiece is 
mounted on the third component. 

See Figure A.6. 



A.6 MMT col de cygne a plateau mobile 

A.6.1 C'est une MMT utilisant trois parties mobiles 
se d^pla9ant chacune le long de glissieres 
perpendiculaires entre elles; le systems de palpage 
est fix6 solidairement a la premiere partie qui se 
d^place verticalement suivant la deuxieme. 

AJ6.2 La deuxienve partie n'est maintenue que par 
une extremity, de type col de cygne, et se deplace 
horizontalement suivant le plan de travail de la 
machine. 

A.6.3 La troisieme partie se deplace horizon- 
talement suivant le plan de travail de la machine; la 
piece est pos^e sur la troisieme partie. 

Voir Figure A.6. 



Schematic diagram 
Diagramme schematique 



Example 
Exemple 





NOTE The indicated directions are given for information 

only. Other approaches exist. 



NOTE Les directions indiquees sont donn^es pour 
information seulement. D'autres approches existent. 



Figure A.6 — Moving table cantilever CMM 
Figure A.6 — MMT col de cygne ii plateau mobile 
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A.7 Column CMM 

A,7.1 This is a CMM employing two movabie 
components, with the probing system attached to the 
first, which moves vertically relative to the machine 
base. 

A.7 .2 The second component is mounted on and 
moves along a horizontal plane relative to the 
machine base, while the workpiece is mounted on this 
component. 

See Figure A.7. 



A.7 MMT a colonne 

A.7.1 C'est une MMT utilisant deux parties mobiles; 
le syst^me de palpage est fixe soiidairement a la 
premiere partie qui se deplace verticalement suivant 
plan de travail de la machine. 

A.7.2 La seconde partie est montee sur le plan de 
travail de la machine et se deplace dans un plan 
horizontal suivant ce plan; la piece est posee sur la 
deuxieme partie. 

Voir Figure A.7. 



Schematic diagram 
Diagramme schematique 



Example 
Exemple 





NOTE The indicated directions are given for information 

only. Other approaches exist. 



NOTE Les directions indiquees sont donn^es pour 

information seulement. D'autres approches existent. 



Figure A.7 — Column CMIM 
Figure A.7 — MMT k coionne 
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A.8 Moving ram horizontal-arm CIVIM 

A.8.1 This is a CMM employing three components 
moving along guideways perpendicular to one 
another, with the probing system attached to the first 
component, which is carried on, and moves 
horizontally in relation to, the second. 

A.8.2 The combined assembly of the first and 
second components moves vertically relative to the 
third. 

A.8.3 The third component moves horizontally 
relative to the machine base, on which the workpiece 
is mounted. 

See Figure A.8. 



A.8 MMT a bras horizontal mobile 
(trusquin) 

A.8.1 C'est une MMT utilisant trois parties mobiles 
se deplagant chacune le long de glissieres 
perpendiculaires entre elies; le systeme de palpage 
est fixe solidairement a la premiere partie qui se 
deplace horizontalement suivant la deuxieme. 

A.8.2 L'assemblage compose des premiere et 
deuxieme parties se deplace verticalement suivant la 
troisieme. 

A.8.3 La troisieme partie se deplace horizon- 
talement suivant le plan de travail de la machine; la 
piece est pos^e sur le plan de travail de la machine. 

Voir Figure A.8. 



Schematic diagram 
Diagramme schematique 



Example 
Exemple 





NOTE The indicated directions are given for information 

only. Other approaches exist. 



NOTE Les directions indlquees sont donnees pour 
information seulement. D'autres approches existent. 



Figure A.8 — Moving ram horizontal-arm CMM 
i^igure A.8 — MMT a bras horizontal mobile (trusquin) 
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A.9 Fixed table horizontal-arm CMM 



A.9 MMT a bras horizontal a plateau fixe 



A. 9.1 This is a CMM employing three components 
moving along guideways perpendicular to one 
another, with the probing system attached to the first 
component, which is supported horizontally at one 
end only, cantilever fashion, and moves vertically In 
relation to the second. 

A. 9.2 The second component moves horizontally 

relative to the third. 

A. 9.3 The third component moves horizontally 
relative to the machine base, on which the workpiece 

is mounted. 

See Figure A.9 a). 

A.9. 4 An alternate machine configuration is one 
where a rotary table is mounted on the machine base, 
Its axis vertical. In this case the work piece is mounted 
on the rotary table. This illustrates how rotary tables 
can be configured on measuring machines. All of the 
other machines -shawn could also be equipped with 
rotary tables. 

See Figure A.9 b). 



A.9.1 C'est une MMT utilisant trois parties mobiles 
se deplagant chacune le long de glissieres 
perpendiculaires entre elles; le systems de palpage 
est fixe solidairement a la premiere partie qui n'est 
maintenue horizontalement que par une extremite, de 
type col de cygne, et qui se deplace verticalement 
suivant la deuxieme. 



A.9.2 La deuxieme partie 
talement suivant la troisieme. 



se deplace horizon- 



A.9.3 La troisieme partie se deplace horizon- 
talement suivant le plan de travail de la machine; la 
piece est posee sur le plan de travail de la machine. 

Voir Figure A.9 a). 

A.9.4 Une alternative de cette configuration 
consiste en un plateau tournant monte sur le plan de 
travail, son axe etant vertical. Dans ce cas, la piece 
est posee sur le plateau tournant. Cet exemple a pour 
but de montrer comment les plateaux tournants 
peuvent etre configures sur les machines a mesurer. 
Toutes ies autres machines representees pourraient 
egalement etre equipees de plateaux tournants. 

Voir Figure A.9 b). 
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Schematic diagram 
Diagramme schematique 



Example 
Exemple 



<> 





a) 



a) 



Schematic diagram 
Diagramme schematique 



Example 
Exemple 





b) 



b) 



NOTE The indicated directions are given for information 
only. Other approaches exist. 



NOTE Les directions indiquees sont donn^es pour 
information seulement. D'autres approches existent. 



Figure A.9 — Fixed table horizontal-arm CMM 
Figure A.9 — MMT k bras horizontal i plateau fixe 
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A. 10 Moving table horizontal-arm CMM 



A.10 MMT a bras horizontal a plateau 
mobile 



A.I 0.1 This is a CMM employing three components 
moving along guideways perpendicular to one 
another, with the probing system attached to the first 
component, which is supported horizontally at one 
end only, cantilever fashion, and is carried on, and 
moves vertically in relation to, the second. 

A.I 0.2 The combined assembly of the first, second 
and third components moves horizontally relative to 
the machine base, with the workpiece mounted on the 
third component. 

See Figure A.10. 



A.10.1 C'est une MMT utilisant trois parties mobiles 
se depla^ant chacune le long de glissieres 
perpendiculaires entre elles; le systeme de palpage 
est fixe solidairement a la premiere partie qui ri'est 
maintenue horizontalement que par une extremite, de 
type col de cygne, et qui se d^place verticalement 
suivant la deuxieme. 

A.10.2 L'assemblage compose des premiere et 
deuxieme parties et la troisieme partie se deplacent 
horizontalement suivant te plan de travail de la 
machine; la piece est posee sur la troisieme partie. 

Voir Figure A.10. 



Schematic diagram 
Diagramme schematique 



Example 
Exemple 





NOTE The indicated directions are given for information 
only. Other approaches exist. 



NOTE Les directions indiquees sont donn6es pour 
information seulement. D'autres approches existent. 



Figure A.10 — Moving table horizontal-arm CMM 
Figure A.IO — MMT a bras horizontal a plateau mobile 
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Annex B 

(informative) 



Annexe B 

(informative) 



Relation to the GPS matrix model 



Relation avec la matrice GPS 



For full details about the GPS matrix model see 
ISO^R 14638. 



Pour de plus amples renseignements a propos de 
cette matrice, voir I'lSO/TR 14638. 



B.1 Information about this part of 
ISO 10360 and its use 



B.I Information sur la presente partie de 
riSO 10360 et son utilisation 



This part of ISO 10360 establishes a vocabulary for 
coordinate measuring machines (CMM), and their 
acceptance and reverification tests. 



La presente partie de I'ISO 10360 6tablit un vocabu- 
laire relatif aux machines a mesurer tridimensionnelles 
(MMT) et a leurs essais de reception et de verification 
periodique. 



B.2 Position in the GPS matrix model 



B.2 Situation dans la matrice GPS 



This part of ISO 10360 is a General GPS standard, 
which influences the chain link 5 of the chains of 
standards on size, distance, radius, angle, form, 
orientation, location, run-out and datums in the 
general GPS matrix, as graphically illustrated in 
Figure B.1. 



La presente partie de I'ISO 10360 est une norme GPS 
generale, qui influence le maillon 5 des chatnes de 
normes relatives a la taille, la distance, le rayon, 
Tangle, ta forme, I'orientation, la position, le battement 
et les references dans la matrice GPS generate, 
comme illustre a la Figure B.I. 



B.3 Related standards 



B.3 Normes associees 



The related standards are those of the chains of 
standards indicated in Figure B.I. 



Les normes associees sont celles des chaTnes de 
normes indiquees a la Figure B.I . 
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Page 13, Figure 10 



Page 13, Figure 10 



Replace the drawing in Figure 10 with the following Replacer le dessin de la Figure 10 par le dessin 
one. suivant. 



m^ 



j_ 



Page 13, definition 6.1 

Replace the definition of the term discrete-point 
probing speed with the following. 

"magnitude of the velocity of a probing system 
(2.6) relative to a workpiece when discrete-point 
probing (2.8)" 

Page 16, definition 9.2 

Replace the first paragraph of Note 1 to the 
definition of the term maximum permissible error 
of indication of a CMM for size measurement 

with the following. 

"NOTE 1 The maximum permissible error of indication 
of a CMM for size measurement, MPEf, is stated in one 
of three forms:"... 

Page 16, Figure 12 

Replace the title of Figure 12 with the following. 

"Figure 12 — CMM maximum permissible error 
of indication for size measurement MPE^ [see 
9.2, Note 1, a)]" 

Page 17, Figure 13 

Replace the title of Figure 13 with the following. 

"Figure 13 — CMM maximum permissible error 
of indication for size measurement MPE^ [see 
9.2, Note 1, b)]" 

Page 17. Figure 14 

Replace the title of Figure 14 with the following. 

"Figure 14 —CMM maximum permissible error 
of indication for size measurement MPE^^ [see 
9.2, Note l.c)]" 



Page 13, definition 6. 1 

4 

Remplacer la definition du terme vitesse de 
palpage discret par ce qui suit. 

((amplitude de la vitesse d'un systdme de palpage 
(2.6) par rapport d la pi^ce soumise i palpage 
discret (2.8)» 

Page 20, definition 9.13 

Remplacer le symbole et la definition du terme 
temps d'acquisition de I'essai de scanning par 

ce qui suit. 

«n/ 

temps 6coul6 entre le d^marrage de la premiere 
sequence de scanning (7.7) et I'ach^vement de la 
dernidre sequence de scanning pour la procedure 
sp^cifiee pour ij (voir 9.1 1 )» 

Page 20, definition 9.14 

Remplacer le symbole et la definition du terme 
temps maximal toi^re d'acquisition de I'essai de 
scanning par ce qui suit. 



«MPT 



ny 



valeur extreme pour le temps d'acquisition de 
I'essai de scanning zij (9.13) autoris^e par les 
specifications, reglements, etc. pour une MMT 
(2.1 )» 
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Page 20, definition 9.13 

Replace the symbol and definition of the term time 
for scanning test with the following. 

"ny 

elapsed time from the start of the first scan 

sequence (7.7) to the completion of the last scan 

sequence for the procedure specified for ij (see 

9.11)" 

Page 20, definition 9.14 

Replace the symbol and definition of the term 
maximum permissible time for scanning test 

with the following. 

"MPTrt, 

extreme value for the time for scanning test ny 

(9.13) permitted by specifications, regulations etc. 

foraCIVIIVI(2.1)" 
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